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IDENTIFICAÇÃO  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

ÁREA BÁSICA NIVEL CARGA 
HORÁRIA 

CATEGORIA CRÉDITOS ÁREA(S) DE 
CONCENTRAÇÃO 

Materiais Mestrado 
Profissional 

60 Obrigatória 4.0 - Materiais metálicos, 
cerâmicos e poliméri-
cos; 
- Materiais reciclados, 
compósitos, nanomate-
riais e biomateriais 

EMENTA Macrografia; Micrografia; Microscopia óptica; Técnicas de metalografia; Metalografia quantitativa; 
Preparação de amostras para microscopia;Microscopia eletrônica de varredura (MEV); Microscopia de 
transmissão (MET); Microscopia de força atômica e tunelamento; Processamento de Imagems; Difração 
de raios X, nêutrons e elétrons; Técnicas para análise de dados de raios X; Espectroscopia vibracional; 
Espectroscopia eletrônica (absorção e emissão); Técnicas Termoanalíticas. 
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Plenum Press, (1996). 
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- Sala, O. Fundamentos da Espectroscopia Raman e no infravermelho. Editora UNESP. (1996). 
- Bousfield B., Surface Preparation and Microscopy of Materials, John Wiley & Sons, New York, 1992. 
- Colpaert H. Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, Editora Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 
3a ed., 1974. 
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